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Area tematica: A. Sintesis de nanomateriales

Los detectores de inductancia cinética (KIDs)' constituyen una tecnologia emergente para la deteccion
de radiacion desde el infrarrojo hasta los rayos X. Su principio de funcionamiento se basa en la
variaciéon de la inductancia cinética de un material superconductor producida por la absorcién de
fotones con energia mayor que la del gap superconductor. Esta variacidn se manifiesta como un
cambio en la frecuencia de resonancia de un circuito resonante fabricado a partir del superconductor.
Estos dispositivos pueden integrarse en arrays debido a su facilidad de multiplexacion por divisién de
frecuencia.

En este trabajo se fabricé y caracterizé un arreglo de 16 KIDs A/4 acoplados a una unica linea
de transmisién, con frecuencias de resonancia entre 5 y 5,1 GHz y factores de calidad Q 10°. Los
resonadores se fabricaron a partir de films delgados de aluminio depositados por sputtering RF,
empleando técnicas de nanolitografia y ataque quimico. Se estudid la dependencia de la frecuencia
de resonancia y del factor de calidad en funcién de la potencia de lectura y de la temperatura. De estas
mediciones se extrajeron el régimen lineal de operacidn y la fraccién de inductancia cinética. Para la
lectura multiplexada se implementd un esquema de modulacidén/demodulacion IQ mediante una FPGA
Red Pitaya. Estos resultados se compararon con mediciones realizadas con un analizador vectorial de
redes.
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